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(57) Abstract: The measurement accuracy during the determination of a thickness (d) of rolling stock (4), in particular a rolling strip
or a metal plate, is improved by remotely measuring a base measurement value (G) for the thickness (d) by means of a radiation
measurement system (8) having a radiation source (12) and a radiation detector (16), wherein the radiation source (12) and the
radiation detector (16) are carried by a holding mechanism (6), and wherein additionally a reference measurement value (R) for the
thickness (d) is measured by means of an ultrasonic measurement head (24) that is likewise arranged on the holding mechanism (4).
The reference measurement value (R) is used to eliminate the influence of errors on the base measurement value (G).

(57) Zusammenfassung:
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Die Messgenauigkeit bei der Bestimmung einer Dicke (d) eines Walzguts (4), insbesondere eines Walzbandes oder einer
Metallplatte, wird verbessert, indem ein Grundmesswert (G) fiir die Dicke (d) mit Hilfe eines Strahlungsmesssystems (8) mit einer
Strahlungsquelle (12) und einem Strahlungsdetektor (16) berithrungslos gemessen wird, wobei die Strahlungsquelle (12) und der
Strahlungsdetektor (16) von einer Haltemechanik (6) getragen werden, und wobei zusétzlich ein Referenzmesswert (R) fiir die
Dicke (d) mittels eines ebenfalls an der Haltemechanik (4) angeordneten Ultraschall-Messkopfs (24) gemessen wird. Der
Referenzmesswert (R) wird zur Eliminierung von Fehlereinfliissen auf den Grundmesswert (G) herangezogen.
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Beschreibung

Verfahren sowie Vorrichtung zur Bestimmung einer Dicke eines

Walzguts

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung einer Di-
cke eines Walzguts, insbesondere eines Walzbandes oder einer
Metallplatte. Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrich-

tung zur Bestimmung einer Dicke eines derartigen Walzguts.

In Prozesslinien, wie z.B. in Walzwerken, werden lberwiegend
Dickenmessungen auf Basis der Durchdringung des zu messenden
Materials mittels Strahlung, z.B. Gammastrahlung oder Ront-
genstrahlung, verwendet. Die Dickenmessung mit Strahlen be-
ruht auf dem Effekt, dass Strahlung beim Durchdringen von Ma-
terie teilweise absorbiert wird. Dazu wird der Strahl einer
Strahlungsquelle senkrecht auf das Messgut gerichtet. Bei be-
kannter Dichte des Messguts wird mit Hilfe des Absorptionsge-
setzes die Dicke des Messguts an dieser Stelle bestimmt. Um
Messergebnisse mit einer sehr hohen Genauigkeit zu gewinnen,
miissen jedoch viele Faktoren und Parameter bekannt sein, z.B.
Legierungsbestandteile, Temperatur des Messgutes, etc.. Diese
Werte werden dem Messgerat zur Verfliigung gestellt. Bei unter-
schiedlichen Zusammensetzungen eines Messgutes an unter-
schiedlichen Stellen im Material, bei nicht genau bekannter
Zusammensetzung oder bei Schwankungen der Temperatur des
Messgutes kann daher die Dickenmessung ungenaue Messergebnigs-

se liefern.

Eine alternative Methode zur Dickenmessung ist die Ermittlung
der Dicke des Messguts Uber sein Gewicht. Dafiir miissen Mess-
gutproben gezogen werden, die im Labor ausgewertet werden.
Diese Vorgehensweise ist zeitaufwendig und fihrt zu Produk-

tionsstdrungen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Verbesserung
der Messgenauigkeit bei der Bestimmung der Dicke eines Walz-

guts zu ermdglichen.
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Diese Aufgabe wird erfindungsgemdl geldst durch ein Verfahren
zur Bestimmung einer Dicke eines Walzguts, insbesondere eines
Walzbandes oder einer Metallplatte, beim Walzen des Walzgutes
mittels einer Walzstrasse,

- wobei ein Grundmesswert flr die Dicke mit Hilfe eines
Strahlungsmesssystems beriihrungslos gemessen wird, wobei das
Strahlungsmesssystems in der Walzstrasse integriert ist,

- wobei ein Referenzmesswert fir die Dicke mittels Ultra-
schall-Messkopfs gemessen wird, der ebenfalls in der Walz-
strasse integriert ist, und

- wobei der Referenzmesswert zur Eliminierung von Fehlerein-

fliissen auf den Grundmesswert herangezogen wird.

Die Aufgabe wird auBerdem erfindungsgemall geldst durch eine
Vorrichtung zur Bestimmung einer Dicke eines Walzguts, insbe-
sondere eines Walzbandes oder einer Metallplatte, umfassend

- ein berihrungsloses Strahlungsmesssystem zum Erhalten eines
Grundmesswerts fir die Dicke, wobei das Strahlungsmesssystem
in der Walzstrasse integriert ist,

- einen Ultraschall-Messkopf zum Erhalten eines Referenzmess-
werts fiir die Dicke, der ebenfalls in der Walzstrasse integ-
riert ist,

- sowie umfassend eine Analyseeinheit Eliminierung von Feh-
lereinfliissen auf den Grundmesswert anhand des Referenzmess-

wertes.

Die in BRezug auf das Verfahren nachstehend aufgefiithrten Vor-
teile und bevorzugten Ausgestaltungen lassen sich sinngemal

auf die Vorrichtung ibertragen.

Die Erfindung basiert auf der Idee, am Ort, an dem die Strah-
lungsmessung zur Bestimmung der Dicke des Walzgutes durchge-
fiithrt wird, eine Referenzmessung durchzufithren, deren Ergeb-
nisse zur Korrektur des Grundmesswertes aus der Strahlungs-
messung herangezogen werden. Dies bedeutet, dass die Refe-
renzmessung stattfindet, wenn sich das Walzgut noch in der
Walzstrasse befindet. Durch die Referenzmessung werden Mes-

sungenauigkeiten aufgrund von Temperaturschwankungen oder lo-
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kalen Unterschieden in der Zusammensetzung des Walzguts be-

seitigt.

Als Referenzmessung ist hierbei eine Ultraschallmessung vor-
gesehen, bei der eine Probenentnahme aus dem Walzgut nicht
erforderlich ist, so dass die Ultraschallmessung parallel zur
Strahlungsmessung und am Ort der Strahlungsmessung durchge-
fihrt wird. Messungen von Materialdicken mittels Ultraschall
sind an sich bekannt. Bei diesen Messungen werden Ultra-
schallimpulse von einem Ultraschall-Messkopf auf das Messob-
jekt ausgesendet und pflanzen sich dort fort. Wenn der Ultra-
schallimpuls die Rickwand des Messobjekts erreicht hat, wird
ein Teil des Ultraschalls reflektiert. Die Bestimmung der Di-
cke des Messobjekts ergibt sich aus der genaueren Messung der
Zeit zwischen dem Ausldsen des Sendeimpulses und dem Empfang
des Rluckwandechos. Aus dieser Zeit wird die Dicke des Messob-

jekts berechnet.

Neuartig bei den erfindungsgemalen Verfahren und Vorrichtung
zur Bestimmung der Dicke eines Walzguts ist die Anwendung der
Ultraschallmessung am Ort der Bearbeitung des Walzgutes. Der
wesentliche Vorteil ist hierbei, dass der fiir die Referenz-
messung notwendige Zeitaufwand sehr gering, so dass die Refe-
renzmessung mittels Ultraschall problemlos in den Verarbei-
tungsprozess des Walzguts integriert werden kann. Darlber
hinaus wird das Walzgut durch die Ultraschallmessung nicht

zerstort oder verandert.

Die Anordnung das Strahlungsmesssystems und des Ultraschall-
Messkopfes kann auf mehrere Weisen erfolgen. Fiir beide Syste-
me ist es wichtig, dass sie mdglichst nah an einem Walzgerist
der Walzstrasse positioniert sind. Das Strahlungsmesssystem
kann dabei im Walzgeriist eingebaut sein. In diesem Fall ist
der Ultraschall-Messkopf vorteilhafterweise ebenfalls im
Walzgerlist eingebaut. Wenn am Walzgeriist kein Platz flir den
Ultraschall-Messkopf vorhanden ist, kann der Ultraschall-
Messkopf Uber eine eigene Halterung in der Nahe des Strah-

lungsmesssystems und somit des Walzgeriists positioniert sein.
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Nach einer alternativen, bevorzugen Ausfihrung werden eine
Strahlungsquelle und ein Strahlungsdetektor des Strahlungs-
messsystems von einer Haltemechanik getragen, wobei der Ult-
raschall-Messkopf ebenfalls an der Haltemechanik angeordnet
ist. Die Haltemechanik ist hierbei insbesondere nach Art ei-
nes sogenannten C-Messbligels ausgebildet. Ein derartiger C-
Messbliigel weist zwei Arme, die insbesondere parallel verlau-
fen, und einen mittleren Teil auf, der die beiden Arme mit-
einander verbindet. An einem dieser Arme ist die Strahlungs-
quelle und am anderen der Strahlungsdetektor angeordnet. Im
Betrieb erstrecken sich die Arme der Haltemechanik insbeson-
dere quer zur Walzrichtung, d.h. zur Richtung in der das

Walzband oder die Metallplatte verfahren wird.

GemalB einer bevorzugten Ausgestaltung wird der Ultraschall-
Messkopf zum Messen der Dicke des Walzgutes zum Walzgut hin
verfahren. Im Gegensatz zur Messung mittels des Strahlungs-
messsystems, die beriithrungslos erfolgt, ist fliir die Ultra-
schallmessung in der Regel ein Kontakt zwischen dem Ultra-
schall-Messkopf und dem Walzgut erforderlich. Das Strahlungs-
messsystem ist flir gewdhnlich stationdr angeordnet und die
Arme des c-Messbligels erstrecken sich sowohl unterhalb als
auch oberhalb des laufenden Walzguts. So kann die Strahlung
senkrecht zum Walzgut emittiert und nach dem Durchdringen des
Materials des Walzgutes auf der anderen Seite detektiert wer-
den. Damit der Ultraschall-Messkopf, der in der Nahe der
Strahlungsquelle oder des Strahlungsdetektors angeordnet ist,
das Walzgut kontaktiert, wird dieser in Richtung des Walzgu-
tes verfahren, bis er das Walzgut berihrt. Da die Haltemecha-
nik von ihrer Betriebsposition aus wadhrend der Strahlungsmes-
sung in Bezug auf das Walzgut rdumlich nicht verstellt wird,
wird der Ultraschall-Messkopf, wenn er in der Haltemechanik
des Strahlungssystem integriert ist, lber eine eigene Bewe-

gungsmechanik aus dem Arm der Haltemechanik herausgefahren.

Damit weder die Oberfldche des Walzguts noch der Ultraschall-
Messkopf durch den Kontakt beschadigt wird, wird der Refe-

renzwert vorteilhafterweise am stehenden Walzgut gemessen.
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Denkbar ist jedoch auch am laufenden Walzgut zu messen, ins-
besondere wenn die Geschwindigkeit des Walzgutes etwas redu-

ziert wird.

Die Strahlungsmessung mittels des Strahlungsmesssystems er-
folgt bevorzugt in kurzen Zeitabstidnden von wenigen Sekunden
oder Teilen einer Sekunde, insbesondere wird die berithrungs-
lose Strahlungsmessung kontinuierlich am laufenden Walzgut
durchgefithrt. Da die Strahlungsmessung am laufenden Band
durchgefithrt wird und das Walzgut fir die Ultraschallmessung
angehalten wird, erfolgt die Ultraschallmessung vorteilhaft-
erweise in groReren Zeitabstidnden als die Strahlungsmessung.
Beim Walzen eines Walzbands kann dieses beispielsweise nach
10 Metern oder 20 Metern angehalten werden, um die Ultra-
schall-Messung durchzufihren. Wenn Metallplatten oder Bander
gewalzt werden, erfolgt die Ultraschallmessung insbesondere
einmal am Anfang jeder Platte oder Jjedes BRandes oder ein Mal
pro Charge. Der Referenzwert wird insbesondere im Kopfbereich
des Bandes oder der Platte gemessen, nachdem dieser Rereich
wenigstens an einem Walzgeriist gewalzt wurde, danach wird der

Walzvorgang ungestdrt fortgesetzt.

Nach einer bevorzugten Ausfithrungsvariante wird der Referenz-
wert an einer Messstelle gewonnen, an der auch ein Grundmess-
wert gemessen wird. Insbesondere wird der Referenzmesswert an
der Stelle gemessen, an der die Jjeweils letzte Messung mit
dem Strahlungsmesssystem erfolgt ist. Die ,gleiche Stelle™
ist hierbei bezogen wenigstens auf die Breite des Walzgutes,
d.h. dass das Strahlungsmesssystem und der Ultraschall-
Messkopf in Walzrichtung insbesondere hintereinander angeord-
net sind und entlang einer sich in Walzrichtung erstreckenden
Linie messen. Vorzugsweise messen das Strahlungsmesssystem
und der Ultraschall-Messkopf entlang der Mittellinie des
Walzgutes. Dies erhoht die Genauigkeit der Dickenmessung, da
sich der Referenzmesswert auf eine Stelle bezieht, an der be-
reits ein Grundmesswert gemessen wurde. Die Strahlungsmessung
und die Ultraschallmessung erfolgen beigspielsweise zeitlich

hintereinander, d.h. dass bis zum Anhalten des Walzgutes nur
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mit dem Strahlungsmesssystem gemessen wird und insbesondere
an der letzten Messstelle, an der ein Grundmesswert gewonnen
wurde, am stehenden Walzgut die Ultraschallmessung durchge-
fihrt wird. Alternativ werden ein Grundmesswert und eine Re-
ferenzmesswert gleichzeitig am stehenden Walzgut gemessen,
insbesondere wenn an zweil verschieden Stellen des Walzgutes

gemessen wird.

Gemal einer bevorzugten Ausgestaltung ist das Strahlungsmess-
system ein ROntgenmesssystem und die Grundmesswerte werden
mittels Rontgenstrahlen gemessen. Der grole Vorteil einer
Rontgenstrahlungsquelle ist, dass die Energie der Strahlung
und damit die Absorptionskonstante optimal an den erforderli-
chen Dickenbereich angepasst werden kann. Ein solches beriih-
rungsloses Strahlungsmessverfahren liefert bei sehr hohem
Messtakt duBert pradzise Messergebnisse, was es besonders ge-
eignet fiir den Einsatz in Walzwerken in der Aluminium- und
Stahlindustrie macht. Alternativ kann auch mit Isotopen- oder

Gammastrahlung gemessen werden.

Nach einer bevorzugten Variante wird bei Abweichungen des Re-
ferenzmesswertes vom Grundmesswert innerhalb eines vorgegebe-
nen Toleranzbereichs ein Ist-Wert fir die Dicke herausgege-
ben, der aus dem Grundmesswert und dem Referenzmesswert ge-
bildet ist. Der Toleranzbereich betragt beispielsweise 10 %
vom Grundmesswert. Wenn der Unterschied zwischen dem Grund-
messwert und dem Referenzmesswert aullerhalb des Toleranzbe-
reichs liegt, d.h. insbesondere groBler als 10 % ist, ist dies
ein Zeichen dafir, dass eine der Messungen nicht richtig er-
folgt ist. Wenn jedoch die Abweichung des Referenzmesswertes
vom Grundmesswert minimal ist, insbesondere kleiner als 10 %,
so wird der Grundmesswert an den genaueren Referenzmesswert
adaptiert. Die Differenz zwischen einem aktuelle Referenz-
messwert und dem letzten Grundmesswert gewonnen vor dem aktu-
ellen Referenzmesswert wird bei den darauffolgenden Strah-
lungsmessungen beriicksichtigt, indem diese Differenz zu den
neuen Messwerten addiert wird. Dies wird gemacht bis zur

nachsten Kalibrierung der Grundmesswerte. Alternativ ist es
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moglich den Referenzmesswert mit dem darauf folgenden ersten
Grundmesswert zu vergleichen und die daraus gebildete Diffe-

renz zur Adaption der weiteren Grundmesswerte zu benutzen.

Ein Ausfithrungsbeispiel der Erfindung wird anhand einer
Zeichnung naher erlautert. Hierin zeigt die einzige FIG eine
Vorrichtung 2 zur Durchfihrung einer Referenzdickenmessung an
einem Walzband 4. Anstelle des Walzbandes 4 kann die Vorrich-
tung 2 verwendet werden, um die Dicke eines anderen Walzguts,

wie z.B. einer Metallplatte, zu bestimmen.

Die Vorrichtung 2 umfasst eine Haltemechanik 6 fiir ein berih-
rungsloses Strahlungsmesssystem 8, welches in diesem Ausfiih-
rungsbeispiel ein Rontgenmesssystem ist. Die Haltemechanik 6
ist nach Art eines C-Messbogens ausgebildet und weist zwei
sich parallel zueinander erstreckende Arme 10a, 10b auf, die
vom Walzband 4 beabstandet sind, so dass das Band 4 zwischen
ihnen verlauft. Im oberen Arm 10a ist eine ROontgenstrahlungs-
quelle 12 eingebaut, die einen Rontgenstrahl oder Réntgen-
strahlenfacher 14 erzeugt. Der Rdntgenstrahl 14 ist senkrecht
auf das Walzband 4 gerichtet und durchdringt dieses. Dabei
andert sich die Intensitat des Rontgenstrahls 14 hinter dem
Walzband 4. Die Restintensitat des Rontgenstrahls 4 wird wvon
einem Rontgendetektor 16 gemessen, der im unteren Arm 10b des

C-Messbligels 6 integriert ist.

Mittels der berihrungslosen Rontgenstrahlenmessung wird eine
Dicke d des Walzbandes 4 bestimmt. Unter Dicke wird hierbei

eine Schichtdicke zwischen einer Oberseite 18 und einer Un-

terseite 20 des horizontal verlaufenden Walzbandes 4 verstan-
den. Die Rontgenstrahlenmessung erfolgt insbesondere kontinu-
ierlich am laufenden Walzband 4. Es wird dabei eine Vielzahl
von aktuellen Grundmesswerten G ermittelt, die von dem Ront-
gendetektor 16 an eine Analyseeinheit 22, die in der FIG sym-
bolisch gezeigt ist, geliefert wird. Insbesondere werden so-

mit mehrere aktuelle Grundmesswerte G pro Sekunde gewonnen.
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Die Dickenmessung mittels Réntgenstrahlung weist jedoch den
Nachteil auf, dass die Messergebnisse von vielen Parameter
wie z.B. von den Legierungsbestandteilen oder der Temperatur
des Walzbandes 4 abhangen. Lokale Schwankungen dieser Para-
meter kdénnen somit die Messergebnisse verfalschen. Um jedoch
eine moglichst prazise Dickenmessung zu ermdglichen, ist als
Referenzmesssystem ein Ultraschall-Messsystem vorgesehen. Das
Referenzmesssystem umfasst einen Ultraschall-Messkopf 24, der
ebenfalls im C-Messbiligel 6 integriert ist. Zur Durchfiihrung
der Ultraschallmessung ist ein Kontakt zwischen dem Ultra-
schall-Messkopf 24 und dem Walzband 4 erforderlich, aus die-
sem Grund weist das Ultraschall-Messsystem eine hier nicht
nadher gezeigte Bewegungsmechanik auf, mit deren Hilfe der
Ultraschall-Messkopf 24 aus dem Arm 10a des C-Messbiigels 6 in

Richtung des Walzbandes 4 herausgefahren werden kann.

Um die Oberflache des Walzbandes 4 bzw. den Ultraschall-
Messkopf 24 durch den Kontakt mit dem Walzband 4 nicht zu be-
schddigen, werden die Ultraschallmessungen durchgefiithrt, wenn
das Walzband 4 steht. Die Ultraschallmessungen werden somit
in groBeren Zeitabstdnden als die ROntgenstrahlungsmessungen
durchgefithrt. Beigpielsweise werden die Ultraschallmessungen
ein Mal pro Walzband 4 oder ein Mal pro Charge ab Walzbandern
gemessen. Gemessen wird dabei insbesondere im Kopfbereich des
Walzbandes am Anfang des Walzvorganges, damit der weitere

Walzvorgang ununterbrochen fortgesetzt wird.

Ein Referenzmesswert R, gewonnen mit Hilfe des Ultraschall-
Messkopfs 24, wird ebenfalls wie die Grundmesswerte G der
Analyseeinheit 22 zugefithrt. Der Referenzmesswert R wird ins-
besondere an der gleichen Messstelle abgelesen, an der ein
letzter Grundmesswert G; vor der Ultraschallmessung ermittelt
wurde. Die Analyseeinheit 22 bildet eine Differenz A zwischen
dem letzten gemessenen Grundmesswert G; und dem Referenzmess-
wert R. Wenn diese Differenz A innerhalb eines Toleranzbe-
reichs von ca. 10 % des letzten Grundmesswerts liegt, wird
jeder weitere aktuelle Grundmesswert G an den letzten Refe-

renzmesswert R adaptiert, indem die Analyseeinheit 22 einen
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Ist-Wert I fir die Dicke d ausgibt, der sich aus dem aktuell
gemessenen Grundmesswert G und der letzten berechneten Diffe-
renz A zusammensetzt. Die Berechnung einer neuen Differenz A
wird iterativ fortgesetzt, indem immer wieder Ultraschallmes-
sungen durchgefihrt werden und die Ergebnisse der Dickenmes-
sung durch Rontgenstrahlen an verschiedenen Stellen, darge-

stellt durch die Ist-Messwerte I, an den jeweils letzten Re-

ferenzmesswert R angepasst werden.

Alternativ kann der Referenzmesswert R oder der Fehler zwi-

schen der Grund- und der Referenzmessung, der der Differenz A
entspricht, verwendet werden, um einen Parameter zu korrigie-
ren, wie z.B. eine Adaption der Kurve fir den Temperaturdrift

oder Legierungsanteil durchzufihren.

Der Vergleich zwischen dem Grundmesswert G und dem Referenz-
messwert G kann auch zur Uberwachung der Dicke des Walzbandes
4 verwendet werden, indem der Ist-Wert oder der Referenzwert
ausgegeben wird und parallel dazu auch die Differenz A ange-
zeigt wird. Beispiel: ein Bediener kann dabei alarmiert wer-
den, wenn die Differenz A zu groB ist und insbesondere auler-

halb des Toleranzbereichs liegt.

Ein derartiges Verfahren zur Bestimmung der Dicke d des Walz-
bandes 4 zeichnet sich dadurch aus, dass die Referenzmessung
noch vor Ort beim Walzen des Walzbandes 4 durchgefithrt wird
und dabei besonders schnell hochgenaue Messergebnisse lie-
fert, die zur Eliminierung von Fehlereinfliissen bei der Mes-

sung mittels des Strahlungsmesssystems 8 herangezogen werden.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Bestimmung einer Dicke (d) eines Walzguts
(4), insbesondere eines Walzbandes oder einer Metallplatte,
beim Walzen des Walzgutes (4) mittels einer Walzstrasse, bei
dem

- ein Grundmesswert (G) fir die Dicke (d) mit Hilfe eines
Strahlungsmesssystems (8) beriithrungslos gemessen wird, wobei
das Strahlungsmesssystems (8) in der Walzstrasse integriert
ist,

- ein Referenzmesswert (R) flir die Dicke (d) mittels eines
Ultraschall-Messkopfs (24) gemessen wird, der ebenfalls in
der Walzstrasse integriert ist, und

- der Referenzmesswert (R) zur Eliminierung von Fehlerein-

fliissen auf den Grundmesswert (G) herangezogen wird.

2. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobeil eine Strahlungsquelle (12) und ein Strahlungsdetektor
(16) des Strahlungsmesssystems (8) von einer Haltemechanik
(6) getragen werden, wobei der Ultraschall-Messkopf (24) an

der Haltemechanik (4) angeordnet ist.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei der Ultraschall-Messkopf (24) zum Messen der Dicke (d)

des Walzgutes (4) zum Walzgut (4) verfahren wird.

4., Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Strahlungsmessung mittels des Strahlungsmesssystems
(8) in kurzen Zeitabstadnden von wenigen Sekunden oder Teilen

einer Sekunde, insbesondere kontinuierlich durchgefithrt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Ultraschallmessung in grdéBeren Zeitabstdnden als

die Strahlungsmessung durchgefiihrt wird.



10

15

20

25

30

35

WO 2012/159870 PCT/EP2012/058252

11

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei der Referenzmesswert (R) an einer Messstelle des Walz-
gutes (4) gemessen wird, an der auch ein Grundmesswert (G)

gemessen wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei der Grundmesswert (G) mittels Rdntgenstrahlen gemessen

wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei bei Abweichungen des Referenzmesswertes (R) vom Grund-
messwert (G) innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs
ein Ist-Wert (I) fiur die Dicke (d) herausgegeben wird, der
aus dem Grundmesswert (G) und dem Referenzmesswert (R) gebil-
det 1ist.

9. Vorrichtung (2) zur Bestimmung einer Dicke (d) eines Walz-
guts (4), insbesondere eines Walzbandes oder einer Metall-
platte, beim Walzen des Walzgutes (4) mittels einer Walz-
strasse, umfassend

- ein beriithrungsloses Strahlungsmesssystem (8) zum Erhalten
eines Grundmesswerts (G) flir die Dicke (d), wobei das Strah-
lungsmesssystem (8) in der Walzstrasse integriert ist,

- einen ebenfalls in der Walzstrasse integrierten Ultra-
schall-Messkopf (8) zum Erhalten eines Referenzmesswerts (R)
fir die Dicke (d),

- sowie eine Analyseeinheit (22) zur Eliminierung von Fehler-
einflliissen auf den Grundmesswert (G) anhand des Referenzmess-

wertes (R).

10. Vorrichtung (2) nach Anspruch 9,

wobeil eine Strahlungsquelle (12) und ein Strahlungsdetektor
(16) des Strahlungsmesssystems (8) an einer Haltemechanik (6)
angeordnet sind, wobei der Ultraschall-Messkopfs (24) eben-

falls an der Haltemechanik (4) angeordneten ist.
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11. Vorrichtung (2) nach einem der Anspriiche 9 oder 10,
wobei der Ultraschall-Messkopf (24) zum Messen der Dicke (d)
des Walzgutes (4) zum Walzgut (4) verfahrbar ist.

12. Vorrichtung (2) nach einem der Anspriiche 9 bis 11,
wobei das Strahlungsmesssystem (8) dafiir eingerichtet ist, in
kurzen Zeitabstidnden von wenigen Sekunden oder Teilen einer

Sekunde, insbesondere kontinuierlich zu messen.

13. Vorrichtung (2) nach einem der Anspriiche 9 bis 12,
wobei der Ultraschall-Messkopf (24) dafiir eingerichtet ist,
in groReren Zeitabstadnden als der Strahlungsmesssystem (8) zu

messen.

14. Vorrichtung (2) nach einem der Anspriiche 9 bis 13,
wobei der Ultraschall-Messkopf (24) dafiir eingerichtet ist,

an einer Messstelle des Strahlungsmesssystems (8) zu messen.

15. Vorrichtung (2) nach einem der Anspriiche 9 bis 14,

wobei das Strahlungsmesssystem (8) ein Réntgenmesssystem ist.

l16. Vorrichtung (2) nach einem der Anspriiche 9 bis 15,

wobei die Analyseeinheit (22) dafiir eingerichtet ist, bei Ab-
weichungen des Referenzmesswertes (R) vom Grundmesswert (G)
innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs einen Ist-Wert
(I) fiir die Dicke (d) herauszugeben, der aus dem Grundmess-

wert (G) und dem Referenzmesswert (R) gebildet ist.
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